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9.  研究実績の概要 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

平成２１年度の研究成果を以下に示す。  
（１）機能RTLテスト容易化設計法として、F-Scanと名付けた新しいスキャン方式を提案し、ベンチマ

ーク回路による実験によりその有効性を評価した。従来のゲートレベルスキャン方式に比べて、面積オー

バーヘッド、テスト実行時間、共に大幅に改善することに成功した。 
（２）ネットワークのハードウエア故障のテストに関しては、スイッチブロックの故障のテスト、スイッ

チブロックとスイッチブロックの間を接続する信号線の故障のテストを考察した。NoC内に分散したスイ

ッチブロック間の信号線に対してクロストーク故障あるいは超微細加工に起因する新しい故障モデルで

のテストを可能とするテストアーキテクチャ、テスト容易化設計、テスト手法等の問題を考え、それらの

解法を提案し、実験により提案法の有効性を示した。 
（３）テスト容易性と安全性の両立に関しては、二つの方式を提案した。一つは，部分スキャン方式によ

る安全スキャン方式、他の一つは、シフトレジスタ等価回路を用いた安全スキャン方式である。それらの

安全性を脅かす攻撃について考察し，新たな安全性の尺度を提案した。シフトレジスタ等価回路を用いた

安全スキャン方式では、安全（セキュリティ）レベルを考察するために、シフトレジスタ等価回路族の濃

度を示す数式を導出し、その安全レベルを解析的に明らかにした。      
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